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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTRUMENTATION POUR LA RADIOPROTECTION -
INSTRUMENTS DE MESURE DU RADON
ET DES DESCENDANTS DU RADON -

Partie 3: Exigences spécifiques concernant les instruments
de mesure des descendants du radon

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatig
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl,
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, au
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations 4
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent égalemen
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), s
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les b iq présentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étydiés\é Comités nationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent sou g ecommandatigns internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, ra f hniques ou—gdides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internationa ités pationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagcon transparente, dans tgute Ia mes i S internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. e 3 ¢/de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre\ ] i

n'est pas engagég’quand un matdyriel est t¢ € conforme a I'une de ses normes.
6) L’attention est a e talns des elements de la presente Norme |nternat|ona|e peuvent faire

I'objet de droits de

<3 a eté établie par le sous-comité 45B: Instrumentation
d'études 45 de la CEl: Instrumentation nucléaire.

{ issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
45B/351/FDIS 45B/358/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIATION PROTECTION INSTRUMENTATION -
RADON AND RADON DECAY PRODUCT
MEASURING INSTRUMENTS -

Part 3: Specific requirements for radon decay product
measuring instruments

FOREWORD

with the IEC also participate in this preparation. The IEC
Organization for Standardization (ISO) in accordance with cp
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on
international consensus of opinion on the re i

divergence between the IE
indicated in the latter.

5) The IEC provides no approval and cannot be rendered responsible for any

equipment declargt\to be i N s standards.
6) Attention is dra Q 9 ibi e elements of this International Standard may be the subject

of patent rights. Thé

International St 77-3/has been prepared by subcommittee 45B: Radiation
protection ins ion echnical committee 45: Nuclear instrumentation.

The tex based on the following documents:

FDIS Report on voting
45B/351/FDIS 45B/358/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2006.
At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/3ca24516-1e59-4e64-863a-dc07774a9233/iec-61577-3-2002

-8- 61577-3 O CEI:2002

INTRODUCTION

La présente Norme internationale fait partie d'une série relative aux instruments de mesure
du radon et des descendants du radon ainsi qu'aux systémes d'essai avec atmospheéres
contenant du radon (acronyme STAR)1). Cette série comprend les parties suivantes:

Partie 1: Exigences générales

Partie 2: Exigences spécifiques concernant les instruments de mesure du radon

Partie 3: Exigences spécifiques concernant les instruments de mesure des descendants du
radon

Partie 4: Instruments de mesure rapide de I’énergie alpha potentielle dans les mines2).

La partie 1 traite des caractéristiques générales d'essai et d'étalonna instcuments de
mesure du radon et des descendants du radon et aussi des caracjénsti ales des
instruments de mesure du radon et des descendants du radon.

S

1) Systéme de test en atmosphéres contenant du radon, parfois aussi appelé chambres a radon. Voir la CEIl 61577-1.

2) A l'étude. Disponible actuellement sous la référence CEl 61263.
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INTRODUCTION

This International Standard is part of a series covering radon and radon decay product
measuring instruments as well as systems for test atmospheres with radon (acronym STAR)1).
This series consists of the following parts:

Part 1:
Part 2:
Part 3:
Part 4:
Part 1 covers the general characteristics of tests and calibrations of radg

product measuring instruments as well as general characteristics
decay product measuring instruments.

1)

2)

General requirements

Specific requirements for radon measuring instruments

Specific requirements for radon decay product measuring instruments
Instruments for rapid measurement of potential alpha energy in mines?2).

radon decay
and radon

S

System for test atmospheres with radon, sometimes called radon chambers. See IEC 61577-1.

Under consideration. Presently available under reference IEC 61263.
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INSTRUMENTATION POUR LA RADIOPROTECTION -
INSTRUMENTS DE MESURE DU RADON
ET DES DESCENDANTS DU RADON -

Partie 3: Exigences spécifiques concernant les instruments
de mesure des descendants du radon

1 Domaine d’application et objet

Les exigences de la présente partie de la CEIl 61577 sont applicables {@aux instruments qui
sont utilisés pour mesurer l'activité volumique des descendants du ragdon etlou de I'énergie

mesure intégrées qui incluent un équipement électroniqué.
par un dispositif de prélevement, par exemple un fil

Les procédures d’essai générales et
mesure de 'activité volumique des d

les instruments destinés au mesurag
suspension dans l'air et/oude I'énergi

derniére édition document de référence les éventuels

amendements).

s'applique (y compris

CEIl 60050(393):1996, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 393:
Instrumentation nucléaire: Phénoménes physiques et notions fondamentales

CEIl 60050(394):1995, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 394:
Instrumentation nucléaire: Instruments

CEI 60068 (toutes les parties), Essais d'environnement

CEIl 60068-2-27:1987, Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — Essai Ea et
guide: Chocs

CEI 60181:1964, Inventaire d'appareils électriques de mesure utilisés en relation avec les
rayonnements ionisants
CEI 60181A:1965, Premier complément
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RADIATION PROTECTION INSTRUMENTATION -
RADON AND RADON DECAY PRODUCT
MEASURING INSTRUMENTS -

Part 3: Specific requirements for radon decay product
measuring instruments

1 Scope and object

work-places, in dwellings and outdoors.

The standard applies practically to all types of instruments tha
continuous sampling technique and integrating measu
electronic equipment. The measurement of activity retained
a filtering device, can be made both during sampling
cycle.

of the referenced doc ment (including any amendments) applies.

IEC 60050(393):1996, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 393: Nuclear
instrumentation: Physical phenomena and basic concepts

IEC 60050(394):1995, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 394: Nuclear
instrumentation: Instruments

IEC 60068 (all parts), Environmental testing
IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock
IEC 60181:1964, Index of electrical measuring apparatus used in connection with ionizing

radiation
IEC 60181A:1965, First supplement
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CEl 60761-2:2002, Equipements de surveillance en continu de la radioactivité dans les
effluents gazeux — Partie 2: Exigences particulieres aux moniteurs d'aérosols radioactifs, y
compris les aérosols transuraniens

CEIl 61577-1:2000, Instrumentation pour la radioprotection — Instruments de mesure du radon
et des descendants du radon — Partie 1: Regles générales

ISO 2889:1975, Principes généraux pour le prélevement des matieres radioactives contenues
dans l'air

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEIl 61577, les définitions
ainsi que celles figurant dans les CEl 60050(393), CElI 60050(394), &
et CElI 61577-1.

s'appliquent,
£l 60181A

3.1

valeur conventionnellement vraie d'une grandeur

meilleure estimation de la valeur d’une grandeur dg¢ iRée “§ étalon primaire ou
secondaire ou par un instrument de référence qui aura été ¢ r rapport a un étalon

primaire ou secondaire

3.2
erreur intrinséque relative E
I’erreur intrinseéque relative E, exprimée

ou
0; estla valeur indiquée;
Ot estla valeur conve

st SQ)

coefficient de varijz
rapport de I'écar
la formule

3.4

réponse de référence Ryef

réponse a l'activité de la source de référence de l'instrument soumis aux conditions d’essai
normalisées

3.5

temps de réponse

retard entre I’exposition initiale du détecteur a une valeur donnée de la grandeur a mesurer et
I'obtention de 90 % de la lecture de I'équilibre ou, pour les ensembles intégrateurs (pente),
90 % de la valeur d’équilibre de la premiére dérivée de I'indication, relativement au temps


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/3ca24516-1e59-4e64-863a-dc07774a9233/iec-61577-3-2002

